UNIVERSITAT
P POLITECNICA
DE VALENCIA

‘¢,

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES -TECNICAS PARA LA
. ADQUISICION DE UN MICR¢ g

1. Condiciones generales

La microscopia Raman es una técnica especializada de microscopia Optica en la que el material
estudiado se ilumina con luz monocromatica (un laser) y la luz difundida por el material es
analizada con un microscopio optico confocal acoplado a vn espectrometro Raman. Una pequefia
cantidad de la luz difundida experimenta un ligero cambio de frecuencia, que es caracteristico de
los enlaces quimicos o de las moléculas presentes en el material. El andlisis de las frecuencias de
luz difundida (espectroscopia Raman) da informacidn sobre la composicion quimica del material y
otros aspectos como estructura cristalina, orientacion, grado de orden, tensidén mecanica o
temperatura.

Se solicita la adquisicion de un microscopio Raman para la caracterizacion quimica de materiales,
la cristalinidad de capas delgadas de materiales semiconductores dopados y sobre todo, para la
caracterizacion de grafeno, al objeto de incluirlo en el laboratorio integrado de caracterizacién del
Instituto de Tecnologia Nanofoténica de la Universitat Politécnica de Valéncia. La
microscopia/espectroscopia Raman permitird determinar el niimero de capas de grafeno crecido
por CVD en el citado laboratorio y determinar su calidad a la vez que {ocalizar posibles defectos,
va que la microscopia permite obtener un mapa de espectros en regiones microscopicas de la
muestra.

El equipo se utilizara con un laser de potencia variable 532 nm que vendra relacionado con las
redes de difraccién y filtros adecuados para el mismo. El microscopio confocal trabajara en modo
de iluminacion y tendrda como minimo tres objetivos de distintos aumentos, lo que permitira
realizar la caracterizacién Raman en puntos localizados de la muestra y una camara a color para la
identificacion de la muestra. La calibracion y alineamiento del equipo se hara de forma sencilla y
automatizada, asi como el cambio de filtros y redes de difraccion adecuados para el laser. Se
solicita que el espectrometro sea de lentes obteniéndose asi la mejor resoluciéon en un amplio
rango espectral. Se solicita poder hacer tanto espectroscopia en un punto con la méxima
resolucién, como un mapeo de espectros en una zona seleccionada de la muestra. El mapeo debera
ser automatizado con una pletina motorizada en los tres ejes, con el enfoque en profundidad (7)
también automatizado. Se solicita que el equipo incluya ordenador, pantalia asi como el
correspondiente software de adquisicién de datos y tratamiento posterior de los mismos.




2.- Especificaciones técnicas

Las caracteristicas y requisitos técnicos minimos del equipo son los siguientes:

= Diodo verde 532 nm
= Control y medida de potencia del laser para regular la
potencia en muestra.

Laser 1 ) . . i
= Filtros y pinholes correspondientes para ¢l laser de 532 nm
= Minimo dos redes de difraccion.
= Cambio de redes automatica via software
0 ra afiadir . C oo .
Soporte pa 1 = Como minimo se podran afiadir otros 2 laseres

mas laseres

» Paso minimo en X-Y de 0.1 um
» Paso minime en Z de 0.1 um
« Funcion autofocus en 7

Pletina motorizada en 1
los tres ejes

s Mapeado de areas, lineas y puntos

Software de mapeado 1 = Programable para hacer varios mapeados

* Muestra de referencia de silicio y fuente de calibracion

= Detector CCD tipo Peltier refrigerado con aire, de alta
resolucion

= Espectrografo de lentes

Espectrometro i » Resolucion espectral para el laser de 532 nm mejor o igual
que 1 em”' con red de 1.800 I/mm

» Rango espectral desde 50 cm™ hasta 4.000 cm™

s Autocalibracidn y autoalineacién

= Medidas en iluminacion
» Resolucion confocal en X-Y de menos de 800 nm
Microscopio Optico ® Tres objetivos como minimo, 50x y 100x imprescindibles
confocal » Videocamara color alta definicion para la observacion de
la muestra y almacenamiento de las imagenes
= Cabezal binocular adaptado con oculares de microscopio

Manual = Manuales de Operacion de todos los elernentos

» Ordenador + Pantalla de 22~
» Software de adquisicion y procesado de datos

Ordenador i

Opciones a incluir necesariamente

Q@ Transporte, calibracion y puesta en marcha (*)

O Minimo dos dias de formacidén en nuestro centro

O Software de adquisicion y analisis. Multilicencia para el software de procesado de datos.

o Garantia minima de un afio

o Espectrometro de lentes (no de espejos)

O Detector CCD de alta calidad tipo Peltier refrigerado por aire, con tamafio de chip de 1024 x
127 pixels o superior

O  Objetivo de 50x de alta calidad

O Ohbjetivo de 100x de alta calidad y alta apertura numérica (0.85 o 0.9) y distancia de trabajo

entre 0.21 mm y 0.3]1 mm.
o Como minimo dos redes de difraccidn
O Paso en la pletina motorizada de 100 nm de repetibilidad en XY [A
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Laser de 532 nm de alta calidad
Resolucidn espectral para el laser de 532 nm mejor o igual que 1 em™ con red de 1.800 I/mm

Opciones a valorar positivamente

Q

Software de mapeo ultra-rapido para obtener mapeo de alta resolucién sin perder prestaciones
a la hora de adquirir espectros puntuales

Pletina piezoeléctrica closed-loop

Sistema infegrado con un microscopio de fuerzas atdmicas

Laseres adicionales

(*) El envio, calibracion inicial y puesta en marcha del equipo correran a cargo del suministrador
del equipo.

Se admite [a oferta de equipos de demostracion, siempre y cuando cumplan con todos los
requisitos téenicos y plazos de garantia exigidos.
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